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Svepelektronmikroskopi sew anawser

Ett elektronmikroskop kan anvandas som ett forstoringsglas; man kan se partiklar och texturer som inte kan uppfattas med optisk mikroskopi (se
t ex bilderna pa haggpollen till vanster). Genom att utrusta elektronmikroskopet med en energidispersiv detektor (EDX) 6ppnas nya mojligheter
att samla in information fran den mikroskopiska varlden. En energidispersiv detektor ger kemisk information av ytor eller partiklar. Analys av en
fororening i en produkt kan hjalpa till att hitta kallan till féroreningen.

SEM-teknik med EDX &r lamplig att anvanda for karakteriseringen av sma luftburna partiklar eller partiklar som férekommer som féroreningar
i vatten eller i material. Vid partikelanalys av ett vatskeprov brukar partiklarna filtreras fran vatskan. Fasta prover kan ibland krava en mera
omfattande provberedning. En fordel med SEM-teknik ar att endast en liten provmangd behévs for analyserna
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SEM - analyser

Asbestanalys

A-1b Asbestanalys i material

A-2a Asbestfiberidentifiering och rakning i luft

A-2b Asbestanalys i damm

Fiberanalys

A-2a Fiberidentifiering och rakning i luft

A-2d Fiberidentifiering (andra an asbest) i damm och material
Partikelanalys

A-3g Mogel och sporhaltsbestamning

A-4a Partikelbestamning, kvantitativ pa filterprov (halt, storlek och typ)

A-4b Partikelbestamning, kvalitativ i materialprov eller pa tejp

A-4c Partikelstorleksfordelning

A-4de Halvkvantitativ analys av materialprov i SEM

A-af Fotografering i SEM

A-4g A-4q Partikelbestamning, kvalitativ i vatten (identifiering av olika partikeltyper)
Specialanalyser

For produktkontroll av t ex Idkemedel och elektronik, kontakta laboratoriet.
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:erjsxlzuenesiswen:nps.snv: JnrJnnizsnen:’n:sfsz;m Analys av ytbel'a'ggning
Bild 1a visar en ytbeldggning i 100x forstoring. Diagrammet 1b visar vilka
amnen som forekommer pa ytan.

Fiberanalys med SEM Skarpta regler for arbetsmiljpévervakning (AFS
2004:1) gor det &r viktigt att kunna identifiera asbest och keramiska fibrer
i material. Bild 2 visar krysotilasbest vid 1000x resp. 10000x forstoring.

Overvakning av produktionsprocesser

SEM kan med fordel anvandas for att studera féroreningar fran
produktionsprocesser. Inom farmaceutisk och kemisk produktion kan det
vara mycket viktigt att hitta en kalla till okdnda partiklar i slutprodukten.
Malet &r att kunna knuta frammande partiklar till ett specifikt steg i
produktionen.

Partiklar i luftrengéringsfilter

Bild 3 visar partiklar som fastnat i ett luftrengéringsfilter. Bade biologiska
partiklar och fibrer finns pa filtret. Manga partiklar &r mindre an en pm. Sa
sma partiklar i inomhusluft kan paverka manniskors halsa. Filterporerna
pa bilden ar 0.4 pm i diameter. Kemisk analys &r ett hjalpmedel vid
identifieringen av kallor till luftburna partiklar. ICP-teknik ger mycket
noggrann information om i vilka halter olika grundémnen férekommer,
men sager inget om i vilka foreningar de sitter. Med SEM kan man
bestamma den kemiska sammansattningen pa partikelniva.

Kemisk sammansattning av kretskort

Fordelningsbilderna (Bild 4) visar hur vissa element endast forekommer
i vissa komponenter. Aluminium férekommer endast tillsammans med
kisel, medan kisel dessutom forekommer i plasten. Brom finns inte anrikat
i nagon komponent, utan forekommer i den underliggande plasten eller
i limmet. Tenn och kalcium &r anrikade i vissa delar av komponenterna.

Fakta elektronmikroskopen vid ALS Scandinavia AB

Elektronmikroskop: S3400N och SU3500

Bada instrumenten &r utrustade med

SE - detektor for hogvakuum

SE - detektor for lagvakuum (anvands for prover som ar kansliga
for vakuum, t ex biologiska prover som sporer och trd, vars celler
deformeras i vakuum)

BSE - detektor anvands for att enkelt kunna skilja partiklar som
innehaller huvudsakligen tunga element fran partiklar med
overvagande latta element.

EDX - detektor: Silicon Drift Detektor (SDD Apollo och Octane) i
kombination med EDAX Genesis och EDAX Team
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